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Les versions consolidées de certaines publications de la
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respectivement la publication de base, la publication de
base incorporant 'amendement 1, et la publication de
base incorporant les amendements 1 et 2.
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Le contenu technique des publications de la CEl est
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Fax: +41 22 919 03 00
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As from 1 January 1997 all IEC publications are
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Consolidated editions

The IEC is now publishing consolidated versions of its
publications. For example, edition numbers 1.0, 1.1
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the base publication mcorporatmg amendment 1 and
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and 2.
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(www.iec.ch/catlg-e.htm) enables you to search by
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technical committees and date of publication. On-
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issued publications, withdrawn and replaced
publications, as well as corrigenda.
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(www.iec.ch/JP.htm) is also available by email.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS -
CIRCUITS INTEGRES -

Partie 2-20: Circuits intégrés numériques -
Spécification de famille — Circuits intégrés basse tension

AVANT-PROPOS

1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation
composée de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités na

intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations interngtional
gouvernementales, en liaison avec la CEl, participent également a
avec I’Organisation Internationale de Normalisation (1SO),
deux organisations.

2) Les décisions ou accords officiels de la CEl concernant les g L ésentent, dans la mesure
du possible, un accord international sur les sujets étudiés, |\éta 5 ités nationaux intéressés

3) Les documents produits se présentent sgus }a i internationales. lls sont publiés
comme normes, spécifications technique orts, techniques\ ou guides et agréés comme tels par les
Comités nationaux.

4) Dans le but d’encourager I'unification interndtionale, les\Conités\qationaux de la CEIl s’engagent a appliquer de
fagon transparente, dans toute la mesure possiplexles Norlwes ihternationales de la CEl dans leurs normes
nationales et régionales. Toute divergence\ entke norme de/la CEl et la norme nationale ou régionale

correspondante doit étre indiquee irs dang cette derniére.

5) La CEl n‘a fixé aucune p ocere conce nant e marquage) comme indication d’approbation et sa responsabilité

6) L‘attention est attifBe s it gy es € ents de la présente spécification technique peuvent faire
'objet de droit rrlete i de droits analogues La CEI ne saurait étre tenue pour

responsable de ne\pa

La Norme i i B-2-20, a été établie par le sous-comité 47A: Circuits
intégrés, du gomité \‘é S de la CEIl: Dispositifs & semiconducteurs.

Le texte de cette.gpécification technique est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote

47A/591/FDIS 47A/597/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 3.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2010.
A cette date, la publication sera

e reconduite;

e supprimée;

e remplacée par une édition révisée, ou
e amendée.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SEMICONDUCTOR DEVICES -
INTEGRATED CIRCUITS -

Part 2-20: Digital integrated circuits —
Family specification — Low voltage integrated circuits

FOREWORD
1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for i tlon comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The obje ‘to promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the el e fields. To
this end and in addition to other activities, the IEC publishes International <Stahd ) gration is
entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested ith may
participate in this preparatory work. International tal srgan atlons liaising
with the IEC also participate in this preparation. The IEC collabo International

2) The formal decisions or agreements of the IEC on technigél matters QXpr early as possible, an
international consensus of opinion on the relevant subjects gi al co ymittee has representation
from all interested National Committees.

3) The documents produced have the form of rec ' S i nai vse and are published in the form
of standards, technical specifications, i e ot i are accepted by the National
Committees in that sense.

undertake to apply IEC International
heir national and regional standards. Any
ional or regional standard shall be clearly

based on the following documents:

FDIS Report on voting

47A/591/FDIS 47A/597/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 3.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until
2010. At this date, the publication will be

e reconfirmed;
e withdrawn;
e replaced by a revised edition, or

e amended.
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INTRODUCTION

Les dimensions des dispositifs a circuit intégrés sont continuellement en diminution, aussi
bien verticalement qu'horizontalement, afin d'obtenir de meilleurs performances et une
densité supérieure. Cependant, si les tensions d'alimentation et les niveaux d'interface ne
sont pas réduits, les champs électriques dans la pastille augmentent, ce qui améne a
diminuer la fiabilté. Ces champs grandissants vont également, avec les fréquences d'horloge
supérieures, amener a augmenter les interférences électromagnétiques ce qui entrainera une
immunité au bruit inférieure, ainsi qu'une plus grande probabilité d'erreur de fonctionnement.
Pour poursuivre cette tendance a la diminution des dimensions des dispositifs a
semiconducteurs, des tensions d'alimentation faibles sont essentielles.

Pour des systémes fonctionnant a des tensions d'alimentation plus bassesg, lestolérances des

marché des équipements alimentés par batteries est appelé
considérable. En fixant des valeurs normalisées a ce stade, les
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